
 
Unité de caractérisation des matériaux et surfaces 

 
  Materia Nova est un centre de recherche certifié ISO 9000 spécialisé dans le 
développement et l’étude des nouveaux matériaux. Issu de l’Université de Mons et de la Faculté 
Polytechnique de Mons, il est un pôle reconnu dans le domaine des traitements de surfaces, des 
nanotechnologies et des polymères. Un ensemble complet de techniques d’analyse des surfaces est 
mis à la disposition des entreprises. 
 
 

 

 

L’ XPS permet d’identifier et de quantifier  les 
éléments présents à la surface d’un matériau  sur 
une profondeur de 10 nm. Des informations sur 
l’ environnement chimique de l’élément détecté 
comme le type de liaisons, l’état d’oxydation, la 
fonction chimique, etc… peuvent être obtenues 
par déconvolution des signaux.  

 
Un système d’érosion de la surface par bombardement ionique permet 
de réaliser des profils  de concentration sur une épaisseur de quelques 
centaines de nm. Ce dispositif permet l’analyse d’interfaces ou de 
défauts. Il est également possible de réaliser une cartographie 
chimique élémentaire de la surface avec une résolution de l’ordre de 10 
microns. La technique est capable d’identifier et de localiser une 
anomalie dans un microsystème comme un circuit électronique. 
 

    Profil de diffusion de Na dans un film mince d' oxyde déposé sur 
verre
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La technique EDX couplée au 
microscope est utilisée pour 
déterminer la nature des 
éléments présents dans 
l'échantillon ou les défauts et 
de les doser sur une profondeur 
de l'ordre du micron. La 

Le microscope électronique (MEB) à balayage permet 
d'observer un objet avec un grandissement maximum de 50 000 x. 
La technique permet la détection de défauts en surface 
d’échantillons mais aussi en coupe. Une imagerie en 
contraste chimique est possible. 
 

Défaut de couche en coupe 

Le ToF-SIMS permet aussi la réalisation de 
profils  sur des profondeurs de l’ordre du µm ainsi 
que de l’imagerie par contraste chimique avec 
une résolution latérale de 1 µm 
 

�    

La spectrométrie de masse ToF-SIMS  
permet d’identifier les éléments et composés 
en extrême surface d’un matériau sur une 
profondeur de 1 nm.  La résolution en masse 
des fragments est très élevée.  Le ToF-SIMS 
permet la détection d’éléments sous forme 
de traces avec des concentrations de l’ordre 
du ppm.  

 

� m= 0.02 uma 

Défaut de surface 

Poussière lunaire 

Analyse d’une griffe dans 
un film mince 
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Le microscope électronique en transmission (TEM)  permet 
d'atteindre une résolution supérieure au microscope à balayage, 
jusqu’à l’échelle du nanomètre. Des informations sur la 
morphologie et la microstructure de nanoparticules, de films 
minces, etc... sont accessibles. Il est possible de déterminer l’état 
cristallin  des échantillons, l’orientation des grains, les relations 
d'orientation entre différents matériaux, etc... . L’unité dispose de 
l’équipement nécessaire à la préparation des échantillons 
organiques et inorganiques. 

Le groupe propose également des mesures 
de fluorescence X et de diffraction X   
 
La technique de diffraction X  (XRD) 
permet une caractérisation de la structure 
cristalline des matériaux et un dosage des 
phases. Les modes Théta-2 Théta et Théta-
théta sont accessibles. Un four et un 
système de pompage permettent de 
travailler sous atmosphère et à 
température contrôlées. 
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Films minces de TiO2  en XRD 

La technique de fluorescence X (XRF)  est une 
méthode rapide d’analyse qualitative des 
matériaux dans le volume. 
 
 
 
 
 

Signal du Ti en XRF 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Délicate à mettre œuvre car 
nécessitant la mise en solution 
complète de l’échantillon, elle 
est extrêmement sensible (10 
ppb)  et très précise ( 1%) grâce 
à l’utilisation de standards et 
de normes définies. 
 

Raies d’émission du fer 
Calibration 

La spectroscopie par torche ICP est 
une méthode d’analyse qualitative 
et quantitative élémentaire des 
matériaux dans le volume.  

 Torche ICP 
 

L’analyse Infra Rouge (FT-IR)  permet une 
détermination qualitative des fonctions 
organiques d’un polymère. Les modes 
transmission et réflexion (ATR)  sous vide ou 
non sont accessibles. L’appareillage permet 
également de travailler en mode multi réflexion 
dans le cas de pour l’analyse de couches minces.  

Enfin, un microscope permet de 
réaliser de la microcopie infrarouge 
particulièrement utilisée pour 
l’analyse de défauts localisés de 
taille microscopique. 
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Spectre du défaut 
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Materia Nova dispose également d’autres outils d’analyses dans le domaine des polymères 
ainsi qu’une cellule d’électrochimie spécialisée dans la corrosion (mesures électrochimiques 
classiques et locales, tests de vieillissement accéléré,...). 
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Dr Fabian Renaux - Coordinateur  scientifique principal  
Tel : 065/55.49.52 - E-mail : Fabian.Renaux@materianova.be 
 
Karl Berlier - Directeur des projets  
Tel : 065/55.49.04 - E-mail : Karl.Berlier@materianova.be 
 
Materia Nova - Parc Initialis – Avenue Nicolas Copernic, 1 – B-7000 Mons 

Le profilmètre mécanique Dektak 150 
permet de mesurer des rugosités et des 
épaisseurs avec une précision de l’ordre 
de 2 nm. Un mode 3D permet de 
reproduire la topographie de la surface. 
La résolution latérale est de 0.7 µm. 

Enfin, Il est également possible de 
réaliser des mesures de contraintes 
localisées pour en réaliser une 
cartographie. 

Cartographie des  contraintes 
supportée par un film mince 

Topographie de la déformation d’un 
capteur souple 

Topographie de la d’une griffe dans 
un dépôt mince 


